
Sistema Administrativo da Pós-Graduação

Relatório de Dados da Disciplina

Sigla: GMG5879 - 1 Tipo: POS

Nome: Difratometria de Raios X

Área: Mineralogia Experimental e Aplicada (44144)

Datas de aprovação:
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Conteúdo:

Difração e difratometria de raio X - Introdução: Conceitos de cristalografia e simetria; 

Cela unitária e índices de Miller; 

Sistemas critalinos, retículos de bravais; 

Imagens de Laue e difratogramas; 
Método do pó versos monocristal. 

Estrutura versus retículo cristalino: Estrutura cristalina; 

Retículo cristalino direto; 

Retículo recíproco e esfera de Ewald; 

Imagens de Laue. 

Difratômetros de raios X: Geometria - reflexão e transmissão; 

Fendas divergentes e configurações; 
Detectores. 

Preparação de Amostras: Granulometria; 

Coeficiente de absorção; 

Orientação preferencial. 

DRX: análise qualitativa - Equações de Laue e de Bragg; 

Interpretação de difratogramas; 

Banco de Dados; 

Search-match: as bases do método Hanawalt; 

Configurações instrumentais para análise qualitativa; 

Prática de "search-match" em difratogramas; 

Análise de agrupamento; 

DRX: análise quantitativa I - Métodos quantitativos; 
Métodos de Rietveld; 

Equação geral da intensidade; 

Configuração instrumental na análise quantitativa; 

Influência de características da amostra; 

Prática de Rietveld. 

DRX: análise quantitativa II- Método de Rietveld; 

Prática de Rietveld 

DRX: análise quantitativa III - Quantificação de fase amorfa; 

Tamanho de cristalino e deformação; 

Visita a laboratórios; 

Outras aplicações (em um difratômetro de raios X) 

Aplicações não ambientais; 

Tensão Residual; 

Textura; 

Reflectometria; 

SAXS, PDF
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